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Identification d'une contamination (tache) sur

SCIENCE ET A e .
ELEFACE une tole métallique

Obiet . ldentifier rapidement la famille chimique d'une contamination ponctuelle
observée sur une téle métallique (tache).

Techniques mises en ceuvre : FTIR en mode spéculaire
v Imagerie chimique (qq min. d'acquisition) - Résolution spatiale 1,5 ym

v Traitement ACP des données et extraction du spectre de la zone d'intérét

v Recherche en bibliothéque spectrale (+ de 200 000 références)

Résultats : 1. Imagerie chimique (réflexion spéculaire)
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Cartographie FTIR (1,2x1,2 mm?)
Reconstruction ACP (1 composante)
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Spectre FTIR de la zone tachée
Recherche en bibliothéque spectrale : présence
d'un composé de type PolyUréthane

Conclusion :

La réflexion spéculaire en FTIR associée a la cartographie chimique est particulierement
adaptée pour identifier rapidement la nature d’une pollution localisée (tache) de trés
faible épaisseur sur les substrats métalliques.
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